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摘要
具有自我相關性的製程已普遍存在於各產業之中，尤其是連續型生產的製造業，常為了快速得到大量的測量值，抽樣時間密集，使得抽樣得到的製程輸出值常存在著高度的自我相關性。而業界最常使用之Shewhart型態管制圖(例如：

[image: image1.wmf]X

管制圖)需在製程輸出值服從獨立條件下，才會有好的監控績效表現；自我相關性的增加將導致管制圖之假警訊增加，進而造成監控人員對警訊產生錯誤的解讀，同時亦降低SPC管制圖的偵測能力。本文為了解自我相關性增加對製程監控所造成的影響，透過時間序列建模方法，建構合宜之模型，藉由該模型產生殘差值，並且利用殘差值近似相互獨立且來自相同分配的特性，建構新的管制界限，使得原本認知之錯誤警訊透過殘差管制圖之監控而展示出其真實特性，進而降低監控人員之誤判，讓管制圖能夠發揮更良好之效能；本文將以實務之光電產業製程為範例，說明建構方法及殘差管制圖之監控有效性。
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